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O Laboratério de Conformacdo Nanométrica (LCN) e o Laboratério de Laser &
Otica do Instituto de Fisica da UFRGS trabalharam em conjunto para projetar uma sala,
visando a instalacdo de um novo instrumento cientifico dentro da Rede Brasileira de
Pesquisa e Instrumentacio em Nano-Espectroscopia Optica (MCTI/CNPg) no ramo de
Microscopia Optica de Ponta de Prova (do inglés, SPOM). O objetivo é aumentar a
gualidade, tanto na manufatura quanto na caracterizacdo, de nanoponteiras metalicas
(NPM) de ouro, utilizadas em amplificagdo de sinal em espectroscopia Raman e em
experimentos de campo préximo.

Tal sala, localizada no LCN, foi projetada com padrbes acusticos para
isolamento de ruido e vibracfes externas, e com padrbes de tamanho para receber de
forma adequada o equipamento responsavel pelos testes e caracterizacdo das NPM's:
o sistema AFM/SNOM, da Nanonics. Tal sistema permite um controle rigoroso no
posicionamento da amostra, sua movimentacdo e aproximacao frente a uma superficie
e observacdo no espaco. O critério de revestimento acustico para 20 dB, assim como a
introducdo de uma mesa com pés com isolamento mecéanico ativo, tém efeito na
fabricacdo da NPM, uma vez que o ruido do ambiente € um dos principais fatores que
reduz a qualidade final da ponteira.

O estudo do novo sistema e a implementacdo das NPM's confeccionadas no
AFM/SNOM é o primeiro passo de um planejamento que visa reproduzir o sistema no
interior de outro equipamento, o FIB (Focused lon Beam), que € onde as ponteiras sao
trabalhadas para assumir o padréo desejado para aplicacdo do projeto inicial. O FIB
realiza a conformacéo da ponteira através de imagens do tipo bitmap, onde feixes com
parametros de fluéncia e cintura selecionados realizam cortes na extremidade da
amostra para que ela alcance as dimensfes desejadas. A estrutura conveniente tem o
perfil de uma chave de fenda, onde, em um dos lados, afastado da extremidade, um
feixe de menor poténcia estrutura uma grade de difracdo, que € fundamental no
acoplamento da luz sob a ponteira, 0 que permite um campo intenso o suficiente para o
estudo de sinal em espectroscopia. O desenvolvimento desse design, dentro do ambito
da rede, produziu o pedido de patente BR 10 2012 033304-0.

A participagdo da universidade nesse ramo de inovacdo permitira o
desenvolvimento da tecnologia no cenario de pesquisa em Microscopia de Campo de
Prova em outras instituicdes de pesquisa do pais, também relacionadas através do
projeto inicial. (MCTI/CNPQq).



